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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Justie- 
rcn von gemeinsam im Strahlengang eines optischen 
Instrumentes liegenden, jedoch in verschiedenem Ab- 
stand zu einem abbildenden Element desselben ange- 
ordneten Hilfsvorrichtungen, wie Blenden, Marken 5 
u. dgl. 

Den verschiedenen Objektebenen dieser Teile ent- 
sprechen verschiedene Bildebenen. Infolgedessen sind 
im allgemeinen mit einer einzigen Einstellung des ab- 
bildenden Elementes die beiden zu justierenden Teile 10 
niclit zugleich scharf abgebildet zu erhalten. Es ist 
daher umstandlich und muhevoll, beide Teile in ihrer 
Lage zur optischen Achse und zueinander zu justieren. 

Gemafl der Erfindung wird diesem "Obelstand da- 
ciurch abgeholfen, dafi dem abbildenden System ein 15 
Strahlenteiler vorgeordnet wird, mittels dessen ein 
feil des Strahlenganges in zwei ausgangsseitig wie- 
der miteinander vereinigte Strahlenbundel aufgespal- 
ten wird, welche verschiedene und so bernessene 
optische Weglangen haben t dafi eine Bildebene des einen 20 
Objektes mit einer solchen des anderen zusammenfallt. 

Die Verwendung von Strahlenteilern zu Justier- 
zwecken anderer Art (Erzeugung koinzidierender 
Markenbilder) war bekannt. 

Das zwischen die Objekte und das abbildende System 25 
cinzuschaltende, strahlenteilende System weist vor- 
zugsweise zwei halbdurchlassige Reflektoren und min- 
dcstcns einen zusatzlichen Vollreflektor auf. Im ein- 
fachsten Fall erhalt man ein die teildurchlassigen Re- 
flektoren durchsetzendes Teilstrahlenbundel und ein 30 
auf dem Umweg uber die Vol 1 reflektoren gewonnenes 
zweites Teilstrahlenbundel, welches ausgangsseitig mit 
dem durchgelassenen wieder vereinigt wird. Der Ab- 
etand der den Umweg bestimmenden Voll reflektoren 
von den teildurchlassigen Reflektoren laflt sich so 35 
wahlen, dafi die optische Weglange zwischen dem ab- 
bildenden System und dem ihm naher liegenden Ob- 
jekt der dem entfernteren zugehorenden gleich wird. 
Im wiedervereinigten Strahlengang fallt dann eine 
Cildebene des einen Objektes mit einer des anderen 40 
zusammen. Beide werden zugleich scharf abgebildet 
und konnen mit einer einzigen Einstellung des ab- 
bildenden Systems relativ zur optischen Achse und zu- 
einander justiert werden. 

Das Wesen der Erfindung sei im folgenden an Hand 45 
einiger Ausfiihrungsbeispiele naher erlautert: 
^ Fig. 1 zeigt eine Anordnung nach der Erfindung im 
Strahlengang eines Mikroskops mit senkrecht zum ab- 
bildenden Strahlengang angeordneter Beleuchtungs- 
vorrichtung; 

Fig. 2 zeigt die grundsatzlich gleiche Anordnung, 
bei der sich jedoch das abbildende Element in der 
gleichen optischen Achse wie die zu justierenden Ob- 
jekte befindet; 
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Fig. 3 und 4 zeigen abgewandelteSysteme mit recht- 
winkliger Strahlenablenkung. 

Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung den die 
Leuchtfeldblende 1 und die Aperturblende 2 enthal- 
tenden Beleuchtungsstrahlengang eines Mikroskops 
mit dem Objektiv3, das als abbildendes Element zur 
Justierung der beiden Blenden herangezogen wird. 
Zur Justierung der beiden Blenden ist der 45°-Reflek- 
tor des Mikroskops ersetzt durch ein Strahlenteilungs- 
system nach der Erfindung. Dieses enthalt zwei im 
Winkel von 45° zur Richtung des zu teilenden Strah- 
lenbiindels und im Winkel von 90° zueinander ge- 
iieigte teildurchlassige Reflexionsflachen 4 und 5 sowie 
zwei symmetrisch und parallel zu diesen angeordnete 
Vollreflektoren 6 und 7. Das einfallende Strahlen- 
bundel wird an der teildurchlassigen Reflexionsflache4 
aufgespalten in ein durchgelassenes, an der teildurch- 
lassigen Reflexionsflache 5 rechtwinklig abgelenktes 
Strahlenbundel a sowie ein an der teildurchlassigen 
Reflexionsflache 4 rechtwinklig abgelenktes und an 
den beiden Vollreflektoren 6 und 7 zweimal recht- 
winklig abgelenktes Teilstrahlenbundel b, welches 
beim Durchsetzen der teildurchlassigen Reflexions- 
flache 5 mit dem ersten Teilstrahlenbundel wieder ver- 
einigt wird. Beiden Teilstrahlenbundeln entsprechen 
je zwei Bildebenen la und 2a bzw. lb und 2b, deren 
zwei, namlich la und 2b, in einer Ebene zusammen- 
fallen. Diese ist durch Heben oder Senken des Mi- 
kroskoptubus leicht aufzufinden, da allein in ihr die 
Blenden 1 und 2 zugleich abgebildet werden. 

Die Beleuchtung der Blenden kann mit durchfallen- 
dem Licht oder. von der gegenuberliegenden Seite des 
Strahlen tellers her, mit auffallendem Licht erfolgen. 

Die teildurchlassigen Reflektoren werden zweck- 
mafiig durch die teilverspiegelten Basisflachen recht- 
winkliger Dreieckprismen 8 und 9 gebildet, die mit 
Erganzungsprismen 10 und 11 gleicher Grofle ver- 
kittet sind. Die so gebildeten Tei lungs wiirf el sind zur 
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Yermeidung von Reflexionsverlusten unci Brechungs- 
spritugcn ebcnfalls mit cinem Medium gleichen Bre- 
cliungsvcrmogens miteinander verkittet. Die Voll- 
reflektorcn6 und 7 werden zweckmaBig durch die voll- 
verspiegclten Kathetcnflachen eines total reflektieren- 5 
den Dreikantprismas 12 gebildet. 

Das Strahlenteilungssystem nach Fig. 1 kann, wie 
aus Fig. 2 ersichtlich, audi bei optischen Instruments 
Amvendung linden, in denen die zu justierenden Elc- 
mente in dcr gleichen optischen Achse wie das abbil- io 
dcude Element liegen. 

Ferner lafit Fig. 2 erkennen, daB die Vollreflek- 
toren 6', 7' des Strahlenteilersystems in Richtung von 
dessen Symmetrieachse verschieblich angeordnet sein 
konneii, urn die Difterenz der optischen Weglange der 15 
beiden Teilstrahlenbiindel a und b in beliebigenGrenzen 
verandern zu konnen. In der in Fig. 2 dargestellten 
Aus fiih rungs form wird das unabgelenkt durch die 
beiden teildurchlassigen Reflexionsflachen 4', 5' hin- 
durchtretende Teilstrahlenbundel a mit dem auf dem 20 
Umwg ulier die Vollreflcktoren 6', 7' zweimal und 
sodann an dem zweiten teildurchlassigen Reflektor 5' 
reflektierten zweiten Teilstrahlenbiindel b vereinigt. 

Fig. 3 zeigt eine abgewandelte Ausfuhrungsform 
eines Strahlungsteilersy stems mit Wicdervereinigung as 
dcr Teilstrahlenbundel nach der Erfindung. Es enthalt 
einen im Winkei von 45° zur Richtung des zu teilen- 
den Strahlenbundels geneigten, teildurchlassigen Re- 
flektor und einen senkrecht zum abgelenkten Teil- 
strahlenbiindel geneigten teildurchlassigen Reflektor 30 
sowie einen diesem nachgeordneten Tripelspiegel. Die 
beiden teildurchlassigen Reflektoren werden zweck- 
miifiig gebildet durch die teildurchlassig verspiegelte 
Diagonalflache 13 eines Teilungswiirfels 14 und die 
then falls teildurchlassig verspiegelte Basisflache 15 35 
desselben. Das von links einfallende, zu teilende und 
wieder zu vereinigende Strahlenbiindel wird an der 
Diagonalflache des Teilungswiirfels im rechten Winkei 
nach unten reflektiert. Das reflektierte Strahlenbiindel 
wird geteilt an der teildurchlassigen Basisflache 15, 40 
wobei ein Teil a an dicser nach oben reflektiert wird 
und, die Diagonalflache 13 des Teilungswiirfels durch- 
setzend. oben austritt. Das durch die Basisflache hin- 
durchgelassene Teilstrahlenbiindel b wird an dem 
Tripelspiegel 16 in sich selbst reflektiert und an seinem 45 
DurchstoBungspunkt in der Diagonalflache des Tei- 
lungswiirfels mit dem Biindel a wieder vereinigt. Der 
Abstaud des Tripelspiegels vom Tei lungs wurf el ist so 
gewahlt, daft der durch den Tripelspiegel bestimmte 
Umweg der Abstandsdifrerenz der beiden in einer ge- 50 
meinsamen Bildebene darzustellenden Objekte ent- 
spricht. Die Anordnung ist unempfindlich gegen Ver- 
kippungen bei einer Verschiebung des Tripelspiegels 16. 

Fig. 4 zeigt eine weitere abgewandelte Ausfuhrungs- 
form eines Strahlenteilers nach der Erfindung, dessen 55 
teildurchlassige Reflexionsflache wiederum durch die 
teildurchlassig verspiegelte Diagonalflache 13' des Tei- 
lungswiirfels 14' gebildet wird. Die entsprechend der 
Anordnung nach Fig. 3 durch den Tripelspiegel 16' 
verursachte Bildumkehr wird bei der Anordnung nach 60 
Fig. 4 durch einen zweiten Tripelspiegel 17' wieder 
aufgehoben, welcher der der Strahleneintrittsflache des 
Teilungswiirfels gegenuberliegenden Flache aufsitzt. 

Das von links einfallende Strahlenbiindel wird an 
der teildurchlassigen Diagonalflache des Teilungs- 65 
wiirfels aufgespalten in ein hindurchgelassenes und am 
Tripelspiegel 17' in sich selbst und sodann an der 
Diagonalflache 13' um 90° reflektiertes Teilstrahlen- 
biindel a einerseits sowie in ein an der teildurchlassi- 
gen Diagonalflache rechtwinklig abgelenktes und am 70 
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Tripelspiegel 16' in sich selbst reflektiertes Teilstrah- 
lenbundel b, das an seiner Durchstoflungsflache der 
Diagonalflache 13' mit dem Teilstrahlenbundel o wie- 
der vereinigt wird. 

Ausfiihrungen der in den Fig. 2, 3 und 4 gezeigten 
Art mit verschieblichem Vollreflektor gestatten es, 
auch eine grdflere Reihe von Blenden im Strahlengang 
in Hirer Lage zueinander zu justieren, ohne dalj es 
axialer Verschiebungen derselben bedarf. Allein durch 
die axiale Verschiebung des einen Vollreflektors erhalt 
man jeweils zwei der Blenden zugleich scharf abge- 
bildet. 

Durch die angefiihrten Ausfuhrungsbeispiele ist das 
Wesen der Erfindung nicht erschopft. Die gleicheWir- 
kung kann auch mit Prisineu anderer Form erzielt 
werden, wie beispielsweise auch das System nach 
Fig. 1 aus zwei V-formig aneinandergesetzten rhom- 
bischen Prismen und einem mit diesem verkitteten 
gleichseitigen Prisma mit teildurchlassig verspicgelten 
Kathetenflachen bestehen kann. 

Zur Erzeugung mindestens annahernd gleich heller 
Bilder in der gemeinsamen Bildebene empfiehlt es sich, 
die Teilungsflachen in den Systemen nach Fig. 1, 2 
und 4 mit einem 50% durchlassigen Reflex ion sbelag 
zu versehen, wahrend die Diagonalflache des Teilungs- 
wiirfels nach Fig. 3 zweckmaBig eine Durchlassigkeit 
yon 50% und die Basisflache des Teilungswiirfels eine 
Durchlassigkeit von 60% haben sollte. 

PATENTANSPROCHE: 

1. Anordnung zum Justieren zweier in einem ge- 
meinsamen Strahlengang eines optischen Instru- 
mentes mit verschiedenem Abstand von einem ab- 
bildenden System angeordneter Objekte (Blenden, 
Marken), gekennzeichnet durch einen dem abbilden- 
den System vorzuordnenden Strahlenteiler mit 
teildurchlassigen Reflektoren (4, 5, 13) und minde- 
stens einem zusatzlichen Vollreflektor (6, 7, 16, 17), 
durch welchen zwei ausgangsseitig wieder mit- 
einander vereinigte Teilstrahlenbundel (a, b) ver- 
schiedener und so bemessener optischer Weglange 
erzeugt werden, dafi eine Bildebene des einen Ob- 
jekts mit einer solchen des anderen zusammenfallt. 

2. Anordnung nach Anspruchl, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Strahlenteilungssystem zwei iin 
Winkei von 45° zur Richtung des zu teilenden 
Strahlenbiindels und im Winkei von 90° zueinan- 
der geneigte teildurchlassige Reflexionsflachen 
(4, 5) sowie zwei symmetrisch und parallel zu 
diesen angeordnete Vollreflektoren (6, 7) enthalt. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Vollreflektoren (6', T) des 
Strahlenteilersystems in Richtung von dessen 
Symmetrieachse verschieblich angeordnet sind. 

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi das Strahlenteilungssystem einen im 
Winkei von 45° zur Richtung des zu teilenden 
Strahlenbundels und einen senkrecht zum abge- 
lenkten Teilstrahlenbundel geneigten teildurch- 
lassigen Reflektor (13,15) sowie. einen diesem nach- 
geordneten Tripelspiegel (16) enthalt. 

5. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Strahlenteilungssystem einem im 
Winkei von 45° zur Richtung des zu teilenden 
Strahlenbiindels geneigten teildurchlassigen Re- 
flektor (13') und je einen dem hindurchgelassenen 
und dem abgelenkten Teilstrahlenbundel zugeord- 
neten Tripelspiegel (16', 17') enthalt. 

6. Anordnung nach Anspruch 4 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB mindestens der dem am teil- 
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durchlassigen Reflektor abgelenkten Teiistrahlen- 
biindel zugcordnete Tripelspiegel (16, 16') axial 
vcrschicblich angeordnet ist. 

7. Anordnung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die teildurchlassigen Reflek- 5 
toren durch die teilverspiegelten Basisflachen 
rcchtwinkligcr Dreieckprismcn gebildet sind, die 
mit Erganzungsprismen gleicher Grofle verkittet 
sind. 

8. Anordnung nach Anspruch 4, gekennzeichnet 10 
durch einen Tei lungs wurf el mit teil durch 1 ass ig 
verspiegelter Diagonal- und Basisflache. 



6 



9. Anordnung nach Anspruch 4 und 8, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Diagonalflache (13) des 
Teilungswiirfels (14) mit einem 50% durchlassigen 
und die Basisflache (15) mit einem 60% durchlassi- 
gen Reflexionsbelag versehen ist. 

10. Anordnung nach Anspruch 2 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Teilungsflachen (4, 5, 13') 
je mit einem 50% durchlassigen Reflexionsbelag 
versehen sind. 

In Betracht gezogene Druckschriften: 
Britische Patentschrift Nr. 367 641. 
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